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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。
本文件主要起草单位:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、重庆光电技术研究所、天津大

学、长春精测光电技术有限公司、中国电子技术标准化研究院、深圳佑驾创新科技有限公司。
本文件主要起草人:李俊霖、张涛、兰太吉、杨永强、赵宇、聂真威、韩冰、金辉、马洪涛、卢岩、徐江涛、

刘昌举、唐延甫、聂凯明、李金、高志远、马悦、刘国清、王琪、刘秀娟。
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集成电路 CMOS图像传感器测试方法

1 范围

本文件描述了具有线性光电响应特性的线阵、面阵和时间延迟积分(TDI)CMOS图像传感器(以下

简称器件)参数及其测试方法。
本文件适用于具有线性光电响应特性的线阵、面阵和TDI器件参数测试。

2 规范性引用文件

本文件无规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
暗场 darkfield
器件所处的无光照测试环境。

3.2 
亮场 lightfield
器件所处的有光照测试环境。

3.3
有效像元 effectivepixel
成像像元阵列中,没有被不透光材料覆盖并参与最终成像显示的像元。

3.4

均值图像 meanimage
在输入均匀辐照度、积分时间、器件参数均固定的条件下,对器件输出的F 帧图像以像元为单位求

均值,最后以所有有效像元F 帧图像的均值组成的图像。

3.5

暗信号校正 darksignalcorrection
在相同积分时间、器件参数条件下,器件在亮场获取的均值图像与暗场获取的均值图像做差的

操作。

4 测试参数名称及符号

测试参数名称及符号见表1。
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